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پريبي ريبشي میکريسکًپ َای چىذ وًع معرفي  -1

 Scanning Probe Microscopy (SPM) 

(STM, AFM, SOM, SNOM, SMM, SCM….) 
( الکترونی نسل چهارم میکروسکپ های)

وحًٌ عملکرد ي ريش َای تصًیربرداری یکي از اوًاع  -2

در حال )میکريسکًپ ویريی اتمي : میکريسکًپ َای فًق

( در داوشکذٌ فیسیک وصب
Atomic Force Microscopy (AFM) 

 

) ابساری قوی برای بررسی خواص سطح است SPMمیکروسکوپ های پروبی روبشی  :مًضًع

است ، که از زمان معرفی اولین نوع آن یعنی میکروسکپ ( تصویر برداری ، آنالیس و کاشت اتم

توسط بنینگ  1982در سال   (Scanning tunneling microscopy)تونلی روبشی

توسعه بسیار زیادی پیدا کرده و تعداد زیادی از آنها برای کارهای متفاوت سطحی تابحال سا 

. خته و بکار گرفته شده اند
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